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摘要(译)

描述了一种超声诊断成像系统，其量化通过多个针孔泄漏或二尖瓣的狭
缝泄漏的反流。识别泄漏阀的多个孔位置，并从靠近每个孔的流速场获
得多普勒值。对与孔口位置矢量相关的每个流速场的多普勒值进行处
理，以产生通过孔口的流量测量值。将多个这样的孔的流量测量值相加
以产生通过多个针孔泄漏或沿着狭缝泄漏的反流流量的量化测量。
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